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 V současné době dochází k rychlému rozvoji spektrálního oboru elektromagnetických vln, který 

se označuje jako terahertzové (THz) záření. Mnoho opticky neprůhledných materiálů má oblast 
propustnosti v THz oboru a proto THz zobrazování začíná nacházet uplatnění v medicíně či v průmyslu. 

Jeho nevýhodou je však dlouhá vlnová délka záření (sub-milimetrová oblast) a tedy malé rozlišení 

zobrazení omezené difrakí. Tuto překážku lze obejít pomocí tzv. zobrazování v blízkém poli, kdy se 

povrch vzorku osvícený THz pulzy skenuje pomocí kovového hrotu o průměru desítek nanometrů. 
Takové zařízení se nazývá THz-SNOM (Scanning Near-field Optical Microscope) a umožňuje měřit 

prostorové rozložení vodivosti či permitivity s rozlišením lepším než tisícina vlnové délky záření. Lze 

též studovat i dynamiku (fotovodivost) opticky generovaných elektronů v jediné polovodičové 
nanostruktuře s pikosekundovým časovým rozlišením.  

 Cílem projektu bude porovnat charakter a dynamiku THz odezvy na povrchu monokrystalu, 

tenké vrstvy a různě velkých nanostruktur GaAs. Práce tak přispěje ke kvantitativnímu pochopení 

signálů měřených touto unikátní metodou. Řešení tohoto projektu bude probíhat v rámci aktivit 

Laboratoře OptoSpintroniky, což je společné pracoviště MFF UK a FZU AV ČR.  
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